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Korelativni mikroskopie

é sekundarni elektrony (SE)
o | : / : Iy Py P katodoluminiscence (CL)
integruje vice mikroskopickych a spektroskopickych metod fotoluminiseance (L)

* skenuje se vzorkem, elektronovy svazek a sonda SPM jsou ve stalé poloze

* vysledny obraz kombinuje v ramci jednoho souradnéeho systému morfologii,
elektronovy kontrast a specifickeé opticke vlastnosti
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* vyhody: jeden mikroskop, stejné misto, nizsi riziko kontaminace, rychlejsi mereni
nevyhody: orez dat
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katodoluminiscence (CL) je jev, pfi kterém dopadaijicf ‘ g
primarni elektrony zpudsobi excitaci elektronu a pfinasledné e hw |
rekombinaci dojde k vyzareni fotonu 3
* primarni elektrony maji energii jednotek az desitek keV
 kaskadou rozptyld se generuji tisice elektron-dérovych pard \ 5 A
« spektrum odpovida ultrafialové, viditelné a blizké infratervené oblasti svétla ‘ valencni pas
vodivostni pas
- fotoluminiscence (PL) je jev, pfi kterém dopadaijici fotony ‘ "ag A
zpUsobi excitaci elektrond a pfi nasledné rekombinaci dojde 4, hw
k vyzafeni fotonu E,
« dopadajici fotony maji energii jednotek eV (vétsi nez zakdzany pés Eg)
» Stokesuv posun emisniho spektra vici absorpénimu, coz odpovida nizsim O !
energiim (vy&&im vinovym délkam) ° valenéni pas
 metody slouzi k bezkontaktni a nedestruktivni charakterizaci elektronovych
a optickych vlastnosti material, zejména pfi studiu polovodicovych struktur,
materialovém vyzkumu nebo geologii
Experimentalni sestava
dva rezimy méreni filtry zabranuji saturaci detektoru laserovym zarenim  pfivadi laserové zareni do
a intenzi’fnl', — / | komory SEM pro méreni PL
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Namerene vysledky

* limitujici artefakty rastrovani sondou a nabijeni

'-»-'sonda SPM — topografle, posun CL signalu a rozmazani SE
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e srovnaniintenzity PL zareni

excitovaneého lasery o vinovych
delkach 532 nma 442 nm

* vyhodngjsije vyuzit laserove
zareni o0 442 nm

5 mW, 532 nm o mW, 442 nm

Namerene vysledky
korelativni méreni stejného mista struktury kruht na krystalu Ce:YAG
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byla overena funkCnost aparatury a demonstrovano korelativni mereni na
vzorku Ce:YAG, které ukazuje dobrou shodu mezi spektry CL a PL zareni

« metodou bylo dosazeno submikronového rozlieni: (0,3 £ 0,1) pm
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